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１．はじめに 

 最近，製品の高品質化や施設等の安全・安心を担保するために，長さ関連量を精密に測定することが求められている．

著者らは光ファイバーファブリー・ペローエタロン（光ファイバーエタロン）を開発し，光周波数コムの繰り返し周波数

の選択に適用する[1]と共に，光ファイバーエタロン技術を低コヒーレンス干渉計に適用することによって，新しい機能

の有効性を見出している[2]． 本報告では，低コヒーレンス干渉計のトレーサビィティーに関して，秒の定義による周

波数標準基づいた技術を取り入れる可能性の概要を報告する． 

２．光ファイバーエタロン 
 Fig.1 は開発した光ファイバーエタロンであり．単に，単一モードの光ファイバーの両端面を反射鏡とする原理である．

従って，単一モードの光ファイバーを利用した各種の低コヒーレンス干渉計にも，容易に適用することができる．例えば，

一般の計測用顕微鏡にも適用できるので，応用領域は広いことが予期される.また，中小企業などにおいて，ブロックゲ

ージを利用するイメージで，光ファイバーエタロンを利用できる可能性がある． 
３．光ファイバーエタロンの周波数計測  

 光ファイバーエタロンのフリースペクトラルレンジ（FSR）長を精密測定する方法は多くの研究者によって報告されて

いる[3,4]が,測定システムが複雑である．このため，ものづくりの現場においてもブロックゲージ技術と同じ位の精度で

長さ関連量を簡単に測定する技術の開発を目指している．このために,最初の試みとして,Fig.1 に示す光ファイバー系で

実験を行った．一般の光周波数コムの発生は，比較的広いスペクトル幅にわたって分散をフラットにするための光デバイ

スなどが必要であるので高コストになっている．このため，非常に狭いスペクトル幅の擬似光コムの発生を検討した．つ

まり，光デバイスとして一般的な光アンプを利用した光ファイバーリング共振器を検討した．具体的には，光ファイバー

リング共振器の分散特性を大まかにフラットにするために，スペクトル幅が 1 nm の波長フィルターを挿入する．全体の

リング共振器で発生するビート周波数の整数倍が，測定するエタロンの FSR になるように，全体の光ファイバー共振器長

を調整した．予備実験から，光ファイバーエタロンの FSR を 9 kHz の標準偏差で測定できた． 

  Fig.2 は光ファイバーエタロンの FSR に関して，秒の定義による周波数標準に基づいたトレーサビィティーの体系であ

る．ブロックゲージに近い精度レベルの標準を、光波干渉計によって提供できる可能性がある． 

４．まとめと今後 

 幾何学量の精密な計測を低価格で実現する光ファイバーエタロン型低コヒーレンス干渉技術を開発し，トレーサビィテ

ィーを，周波数標準に基づいた測定技術にする技術を提案した．今後，FSR 測定の高精度化を進める予定である． 

 最後に，光ファイバーエタロンの製作に関して，アダマンド㈱杉村氏，山信田氏に感謝します． 
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